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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

燃料 電池の 空 気 極 材 料 の候補物 質である ( L a S r ) M n O 3 の 関 連 物 質であ
るNdCr(GeTi)O5の研究を行っている。NdCrTiO5では低温でNdとCrモーメントの
両方が磁気秩序を示し、電気磁気効果が現れる。一方、NdCrGeO5では低温でNd
モーメントのみが磁気秩序を示すので、電気磁気効果が現れないと考えられる。電
気磁気効果に対する混晶の効果を調べるために、NdCr(GeTi)O5を作製し、磁性を
調べている。ARIM装置利用では、希望通りの組成になっているかどうかを調べる
ために、ICPを使って組成分析を行った。

実験
Experimental

7種類の組成のNdCr(GeTi)O5を作製し、誘電結合プラズマ発光分析装置を用いて、
Nd、Cr、Ge、Tiの存在比を調べた。

結果と考察
Results and Discussion

GeとTiを合わせたモル数を基準にすると、Crはほぼ1であった（欠損はなかった）
が、Ndでは10から20%の欠損が見られた。図1に、Tiの仕込み量に対する、実際の
量を示す。実際の量は若干大きいが、許容範囲内である。1,250℃で焼成するため
に、一部のGeが飛ぶと予想される。減少した重さの分のGeO2を加えて、再炉入れ
を行ったので、Geの大きな欠損にはならなかったと考えられる。
その他にも、燃料電池の空気極材料の候補物質である(LaSr)MnO3の配向性を調べ
るためのSEMとEBSD (electron back scattering diffraction)測定（設
備ID：NM-226）や、ファインバブルを用いて研磨したガラス材料表面の濡れ性を
調べるためのX線小角散乱測定を行った（設備ID：NM-216）。期待通りの結果が
得られそうなので、2025年度も引き続き測定を行いたい。

図・表・数式 1
Figures, Tables and

Equations 1

図1. ICPで決めたTiの実際の組成。

その他・特記事項（参考
文献・謝辞等）

Remarks(References and
Acknowledgements)

成果発表・成果利用 / Publication and Patents

DOI（論文・プロシーディ
ング）

DOI (Publication and
Proceedings)

口頭発表、ポスター発表
および、その他の論文

Oral Presentations etc.

特許出願件数
Number of Patent

Applications
0件



特許登録件数
Number of Registered

Patents
0件


